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8,5" X 11" Mire de Résolution USAF

Caractéristiques du produit

� Afficher tous les 1 produits de la même famille.

Stock #53-715 

- 1 +
 

CONTACT

€159
,65

AJOUT ER AU PANIER

Qté 1-4
€159,65

Qté 5+
€152,13

Prix sur Quantité 
Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

NIST Certification:
No

Tous les Produits Mires de Test Mires Test de Résolution Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés optiques

Conformité réglementaire

Chaque Section Contient 4 Mires USAF de Densités Variables
Puisque que les systèmes d'imagerie sont souvent classifiés en terme de résolution et de contraste, nos mires sur papier photographique permettent aux utilisateurs d'évaluer leurs systèmes utilisant le format USAF
standard pour des mesures à des niveaux de contraste différents. Par exemple, elles sont utiles lorsque des conceveurs developpent des systèmes d'objectifs pour fournir un contraste élevé à faible résolution, mais néglige
le contraste à plus hautes résolutions. Ils ont prouvé leur efficacité lorsque deux objectifs ont la même limite de résolution, mais des contrastes totalement différents à plus faible résolution. En imageant les mires par
différents contrastes, l'utilisateur peut réaliser des comparaisons qualitatives entre les objectifs ainsi qu'évaluer la performance d'un système pour des objets avec des niveaux de constrate variables ou faibles.

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951

Element Group No.

0 1 2 3 4

1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00

2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95

3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16

4 1.41 2.83 5.66 11.3 22.6

5 1.59 3.17 6.35 12.7 25.4

6 1.78 3.56 7.13 14.3 28.5

Dimensions (mm):
280 x 216

Épaisseur (mm):
0.20

Substrat:
Photo Paper

Résolution:
Minimum: Group 0 Element 1 
Maximum: Group 4 Element 3

Densités à Pas:
0.2, 0.45, 0.9, 1.45

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES
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